
■クライオＦＩＢ断面のクライオＳＥＭ-ＥＤＸ分析結果

クライオＳＥＭを用いた電解液浸透度観察

電解液を電極に滴下⇒凍結し、冷却状態で断面作成が可能。
その後、冷却状態を保ったままＳＥＭ観察が可能

（構造解析）クライオイオンミリング

クライオＦＩＢ-ＳＥＭにて、電極中の液体分布が評価可能です。

・未注液品では活物質粒子内に空隙が存在した。
・電解液注液品では活物質粒子内に空隙と白色コントラストを呈する箇所が確認された。
白色部はＥＤＸマッピングにてＦ，Ｏが検出されたことから、電解液と推定された。
・⇒電解液が活物質粒子内の空隙全体に浸透していない、もしくは外部と繋がっていない空隙が
存在すると考えられる。

■前処理概要

■へき開面のクライオＦＩＢ加工＆クライオＳＥＭ観察結果

電解液を負極に滴下 凍結 冷却状態でへき開 冷却状態で
ＦＩＢ加工/ＳＥＭ-ＥＤＸ分析
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・グラファイト負極に電解液（１Ｍ-ＬｉＰＦ６ ＥＣ：ＤＥＣ=１：１）を滴下し、凍結させた。
・冷却状態で試料をへき開後、冷却状態を保ったままクライオＦＩＢ-ＳＥＭに導入した。
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※ ＦＩＢ断面観察，ＥＤＸ分析時の傾斜角：５２°
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滴下後、最短数秒から制御可


